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3.1RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Reconocer la importancia del monitorizado y en el control de procesos en el entorno de la industria del futuro y responder a las
preguntas de qué se pretende y que se precisa en dicho sector.

Reconocer técnicas mecdnicas, quimicas o electrénicas que se aplican en el control de procesos e identificard sus limitaciones en
contraposicién a las técnicas foténicas de control de procesos.

Conocer y comparar fundamentos, ventajas, disefios bdsicos y limitaciones de sistemas basados en Idseres, como LIDAR, LIBS, LUT,
Raman, Speckle, etc.,

Conocer y comparar fundamentos, ventajas, disefios bdsicos y limitaciones de sistemas basados en imagen 3D, Ir, Térmica,
hiperespectral, multiespectral, de iluminacién estructura, etc.

Aplicar los sistemas basados en ldseres, como LIDAR, LIBS, LUT, Raman, Speckle, etc. al monitorizado y en el control de procesos

Aplicar los sistemas basados en imagen 3D, Ir, Térmica, hiperespectral, multiespectral, de iluminacién estructurada, etc. al monitorizado
y en el control de procesos

Pdgina1de 3



U N |Ve rs | d a d Vicerrectorado de Ordenacién Académica
o Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales y de
de Cq ntCl bI'IG Telecomunicacion

| Aplicar algoritmos, controles o esquemas para el andlisis y la toma de decisiones a partir de los datos obtenidos con técnicas foténicas. |

4. OBJETIVOS

Adquirir en este médulo una visién completa de la importancia del monitorizado y en el control de procesos en el entorno de la industria
del futuro que le permitird responder a las preguntas de qué se pretende y que se precisa en dicho sector.

Conocer técnicas mecdnicas, quimicas o electrénicas que se aplican en el control de procesos e identificard sus limitaciones en
contraposicion a las técnicas fotonicas de control de procesos.

Entender los fundamentos, ventajas, disefios bdsicos, limitaciones y aplicacion de sistemas basados en Idseres, como LIDAR, LIBS, LUT,
Raman, Speckle, etc., asi como los sistemas basados en imagen 3D, Ir, Térmica, hiperespectral,

Aplicar algoritmos, controles o esquemas para el andlisis y la toma de decisiones a partir de los datos obtenidos con técnicas foténicas.

6. ORGANIZACION DOCENTE

1 Introduccion. ;Qué es la monitorizacién y el control de procesos? Necesidades de la industria.

2 Técnicas no foténicas para el monitorizado y el control de procesos (mecdnicas, quimicas, electrénicas,...)

3 Técnicas foténicas basadas en Idser para el monitorizado y el control de procesos (LIDAR, LUT, LIBS, Raman, Speckle,...).

4 Técnicas fotdnicas basadas en imagen para el monitorizado y el control de procesos (imagen 3D, 2D, IR, Térmica,
Hiperespectral , multiespectral, dual, escdner, iluminacién estructurada,...).

5 Gestién de datos, Toma automdtica de decisiones (fuzzy logic, inteligencia artificial, métodos estadisticos,...

6 Trabajo Final en Grupo. Disefio de sistemas fotdnicos para el control de procesos o articulo cientifico con los resultados de las
prdcticas desarrolladas en clase o de forma virtual.

7 Examen Final

7. METODOS DE LA EVALUACION

Actividades de evaluacién continua Otros No Si 30,00
Exdmenes parciales tipo test Examen escrito No Si 30,00
Trabajo Final Trabajo Si Si 40,00

Se prevé la evaluacion a distancia de los trabajos, ejercicios prdcticos de laboratorio y pruebas escritas, en el caso de una nueva alerta
sanitaria por COVID-19 haga imposible realizar la evaluaciéon de forma presencial.

La actividades de evaluacion continua pueden efectuarlas a través de un aula virtual.
Los exdmenes parciales y el trabgjo final en las mismas condiciones que el resto de alumnos.

8. BIBLIOGRAFIA Y MATERIALES DIDACTICOS

Handbook of Optical Fibre Sensing Technology (José Miguel Lopez-Higuera (Editor)) / Wiley

An Introduction to Optoelectronic Sensors (Giancarlo C Righini, Antonella Tajani, Antonello Cutolo)

Theory and Practice of Infrared Technology for Nondestructive Testing 1st Edition (by Xavier Maldague (Author)) / Wiley-Interscience;
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Laser-induced breakdown spectroscopy (LIBS): fundamentals and applications / edited by Andrzej W. Miziolek, Vincenzo Palleschi, Israel
Schechter/ Cambridge University Press

OCT Made Easy /Hiram G. Bezerra, Guilherme F. Attizzani, Marco A. Costa/ CRC Press

Photonics for Safety and Security/ Edited By: Antonello Cutolo, Anna Grazia Mignani and Antonella Tajani

Smart Sensors for Industrial Applications/ Edited By Krzysztof Iniewski/ CRC Press

Infrared Thermal imaging/ M. Volmer K-P. Mélimann/ Wiley-VCH
Esta es la Guia Docente abreviada de la asignatura. Tienes también publicada en la Web la informacién mds detallada de la asignatura

en la Guia Docente Completa.
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